Laboratorium svetelnej mikroskopie

(pozorovanie mikrostruktary a defektov v Sirokom spektre materiadlov pomocou svetelnej mikroskopie)
Doc. RNDr. FrantiSek Lofaj, DrSc., Ustav materialového vyskumu SAV, flofaj@saske.sk

Laboratorium je zamerané na operativne pozorovanie vnttornej stavby a mikroStruktiry materialov v Sirokom
rozsahu zvicSeni od beznych optickych zvdcSeni na urovni 10x az po atdmové zvicSenia prostrednictvom
kombinacie viacerych technik. Zakladom je svetelna mikroskopia v svetlom a tmavom poli, polarizovanom
svetle a pomocou interferenéného kontrastu s moznostou rychleho a kvalitného digitdlneho zaznamu s
vysokym rozliSenim. Konven¢na svetelna mikroskopia je doplnena o konfokalnu mikroskopiu a optickd
profilometriu na baze optickej interferencie na rychle pozorovanie a meranie trojrozmernych povrchov objektov
v Sirokom rozsahu zvidSeni a znaCnou hibkou ostrosti. Dalgimi technikami su svetelnd mikroskopia
kombinovana s Ramanovskym spektrometrom na rychle merania lokalnych vézieb a mikroskopia atomarnych
sil (AFM) pre extrémne zvacSenia a atdmové rozlisenie.

1. Stemi 2000 C, stereomikroskop, (Carl Zeiss, Nemecko) -na rychle pozorovanie
povrchov v rozsahu zvaéseni od 0.65 - 50 x s CCD kamerou a ohniskovou
vzdialenost'ou do 92 mm.

2. Axio Observer 1M, invertovany opticky mikroskop (Carl Zeiss, Nemecko)
moderny svetelny mikroskop s rozsahom zviéseni 25x — 1000x pre pracu v
svetlom poli, tmavom poli, v polarizovanom svetle a v rezime diferencidlneho
interferenéného kontrastu (DIC).
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\ Stopa po vrypovej skuske na tenkom povlaku
optickou a konfokalnou mikroskopiou
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3. Neox Plu, konfokalny mikroskop/opticky
profilometer  (Sensofar, Spanielsko) — na
pozorovanie a meranie ¢lenitych povrchov v
rozsahu zvacSeni 50 — 1500 x s vybornym
rozliSenim v osi Z vhodny na rychle nekontaktné
meranie drsnosti povrchov (bodova, Ciarova,
plosna analyza) a priecnych profilov (napr.
ziskanych zo stop po skuaskach opotrebenia,
vrypovych skuskach, indentacnych skuskach),
vratane hrabky tenkych vrstiev.

4. XploRA, Ramanovsky mikroskop, (Horiba Yvon Jobin,
Francuzsko) - vyskumny disperzny Ramanovsky mikroskop
s troma excitadnymi lasermi s rdznou vinovouu diZkou,
automaticky  prepinatelnymi mriezkami  spektrografu,
spektralnym rozliSenim lep$im ako 3,4 c¢cm™, rychlym a
presnym automatizovanym mapovanim a vyhodnocovacim
softwarom  kombinovany s optickym  mikroskopom
umoziujucim pozorovanie v svetlom a temnom poli.
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